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摘要(译)

提供了一种通过使用超声图像自动检测物体的中矢状平面的方法和设
备。该方法包括获得用于检测中矢状平面的超声图像;从超声图像中检测
物体的面部;从检测到的面部检测地标;检测地标信息，该地标信息包括检
测到的地标的亮度和形式中的至少一个;通过使用地标信息检测物体的中
矢状平面。
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